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Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, yupqa qatlam olinishidan avvalgi taglik sirtining 
tekislik darajasi hosil qilingan yupqa qatlamning sirt teksturasini belgilab beradi. 
Ammo shuni ta’kidlash joizki, kimyoviy yo‘l bilan tozalangan taglik sirtida eng yuqori 
cho‘qqilar balandligi 12.7 nm ekanligi 1-rasmdan ko‘rish mumkin, Ni ning yupqa 
qatlami olingan keying tasvirda (2-rasm) esa bu qiymat 97.7 nm ga yetganini 
ko‘rishimiz mumkin. Bunday sezilarli farqni biz vakuumning o‘ta yuqori bo‘lmagani 
va Ni moddasini bug‘latish jarayoni o‘ta tez bo‘lganligi sabab deb taxmin qilishimiz 
mumkin.
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TURLI TO‘LQIN UZUNLIKLARINI MOYLARDA
YUTILISHI 

Sh. Sh. Fayziyev, Sh.J Kamolova
Buxoro davlat universiteti. fayziyev_83@mail.ru

Laboratoriya sharoitida kondensirlangan muhitlarning yutilish spektrlarini qayd 
qilish uchun, odatda ishlab chiqarishda yo‘lga qo‘yishga spektrofotometrlar; bir nurlik 
СФ-26; СФ-46 hamda 2 nurlik; СФ-10 turdagi spektrofotometr asboblar ishlatiladi. 
Bu barcha qurilmalar yorug‘lik o‘tkazish koeffistienti va namunalarning optik 
zichligini keng to‘lqin uzunliklar sohasida aniqlash imkonini beradi. СФ-46 
spektrofotometrning optik zichlikning to‘lqin uzunlikka bog‘liq munosabati 
solishtirish yo‘li bilan olinadi. O‘lchashlar nuqtaviy olinib ko‘p vaqt talab etadi hamda 
xatolikni oshiradi. Shuning uchun uzluksiz qabul qilish sistemasidan foydalanish 
samarasini oshirish imkoniyatini beradi.

Tajriba natijalarini olishda takomillashtirilgan СФ-46 spektrofotometr asbobini 
ishlatdim. Bu spektral qurilmada fotoelektron kuchaytirgich o‘rtacha tokning stabillash 
prinstipi asosida ishlaydi. Qurilmada difrakstion monoxromatori qo‘llaniladi. Bu esa 
keng spektral sohada yutilish spektrini oddiy talqinda yozish imkoniyatini beradi.
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Paxta yog‘i
350 nm dan 430 nm gacha to‘lqin uzunliklarida yutilish kuzatiladi.
470 nm to‘lqin uzunligida ham yutadi keyin o‘tkazuvchanlik ortib boradi. 
840 nm dan 860 nm gacha to‘lqin uzunliklarida ham yutilish kuzatiladi. 
1000 nm dan 1060 nm gacha to‘lqin uzunliklarida ham yutilish kuzatiladi.
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Zig‘ir yog‘i
440 nm dan 470 nm gacha to‘lqin uzunliklari oralig‘ida bitta yutilish kuzatiladi.
580-600 nm to‘lqin uzunliklari oralig‘ida ham yutilish kuzatiladi.
620-650 nm to‘lqin uzunliklari oralig‘ida ham bitta yutilish kuzatiladi.
690-810 nm to‘lqin uzunliklari oralig‘ida ham yutilish kuzatiladi.
900-940 oraliqda bitta yutilish bor.
1020-1040 nm oraliqda bitta yutilish kuzatiladi.

СФ -46 markali spektirofotometr asosan 190-1100 nm optik diapazonda suyuq 
qattiq va shaffof jismlarning yorug‘lik o‘tkazish koeffisientlarini aniqlash uchun 
mo‘ljallangan fizik asbobdir. СФ-46 spektirfotometri statsionar pribor bo‘lib asosan 
binoda maxsus labaratoriya sharoitida ishlashi mumkin.
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Kungaboqar moyi
470 nm to‘lqin uzunligida yutilish mavjud.
810-830 nm to‘lqin uzunliklari oralig‘ida bitta yutilish kuzatiladi.
870-950 nm to‘lqin uzunliklari oralig‘ida ham bitta yutilish kuzatiladi.
1020-1040 nm oraliqda ham yutilish kuzatiladi.
Tajribalar 360-1100nm to‘lqin uzunlik sohasida o‘rganildi.

Xotima
Oziq-ovqat yog‘lari uchun xarakterli bo‘lgan yutilish sohalaridagi kritik nuqtalar 

470 nm va 920 nm oraliqdagi hamda 1030 nm to‘lqin uzunliklarni kuzatdim.

ТЕМИР БОРАТНИНГ КРИСТАЛЛИК ВА МАГНИТЛИ
СТРУКТУРАСИ.

Файзиев Шахобиддин Ш авкатович
Бухоро давлат университети 

fayziyev_ 83@mail.ru

FeBO3 кристалли ромбоэдрик струткруага эга, элементар ячейдада (уяда)

жойлашган атомлар симметрияси D3d6 (R 3 с) [1] фазовий гурух симметриясига 
мос келади (1-расмга каранг). Ушбу кристаллнинг элементар ячейкаси 
симметрия марказига эга, битта учинчи тартибли вертикаль симметрия укига С3, 
учта иккинчи тартибли горизонталь уки С2 ва учта перпендикуля уларга 
вертикаль текислик симметрияси. Элементар ячейкада иккита формулли бирлик 
мавжуд, яъни элементар ячейкага туртта Fe3+ иони тугри келади. Fe3+ 
магнитоактив ионларлардан ташкил топган панжара, худди фазовий диогнали 
буйлаб чузилган оддий кубдек каралиши мумкин. Темир боратининг кристаллик
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